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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 15: Flickermétre — Spécifications fonctionnelles
et de conception

AVANT-PROPOS
La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial® de norimalidation somposée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de alisation domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activité \es jAiternationales.

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gou |2z non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La b

Dans le but d'encourager I'unification interng
facon transparente, dans toute la mesure
nationales et régionales.

possipley les Normes ihternationales de la CEl dans leurs normes
Teute divergenge € la ngrme/CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiqués s _Clairs dans)cette gerniére.

L'attention est atjifée s it o
I'objet de droit progriété i
responsable de ne\pas, avoi i

de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
gits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Elle consti R a partie 4 de la série CEl 61000. Elle a le statut de publication
fondaméntalexen CEM_en accord avec le guide 107 de la CEl.

Le texte de cette

porme est basé sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote

77A/180/FDIS 77A/190/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 15: Flickermeter — Functional and
design specifications

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatiq

entrusted to technical committees; any IEC National Committee
participate in this preparatory work. International, governmental a
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabg
for Standardization (ISO) in accordance with condition
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on te

3) The documents produced have the form of recommupdati

4) In order to promote international unification, Natiohal ommi i
Standards transparently to tke maximum \exte gssible_ Intheir national and regional standards. Any
divergence between the | anda e cowregponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The IEC provides no marki be i its dpproval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to b i Ni j }

6) Attention is dra @ elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The/1EL ansible for identifying any or all such patent rights.

International Stayfda L000-4715 has been prepared by subcommittee 77A: Low-
frequency pheno pical committee 77: Electromagnetic compatibility.

The text of this sta bd is based on the following documents:
FDIS Report on voting
77A/180/FDIS 77A/190/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.
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INTRODUCTION

La CEl 61000-4 fait partie de la série des normes 61000 de la CEIl, selon la répartition

suivante:

Partie 1:

Partie 2:

Partie 3:

Partie 4:

Partie 5:

Partie 6:

Partie 9:

Ces sections de@il G
conséquence.

Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Limites

Limites d’émission
Limites d’immunité (dans la mesure ou elles ne reléve s\de’produit)
Techniques d’essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d’essai

Guides d’installation et d’atténuatio

Guide d’installation
Normes génériques
Méthodes et dispositifs d’'a
Divers
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INTRODUCTION

IEC 61000-4 is a part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

Part 5:

Part 6:
Part 9:

General
General consideration (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the re
committees)

Testing and measurement techniques
Measurement techniques

Testing techniques

Installation and mitigation guidelines
Installation guidelines

Mitigation methods and devis
Generic standards
Miscellaneous

Each part is further subdiw i i afe to be published either as International

These sections
accordingly.

pUblished in chronological order and numbered
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 15: Flickermétre — Spécifications fonctionnelles
et de conception

1 Domaine d'application et objet

La présente section de la CEI 61000-4 traite des spécifications fonctionnelles et de conception
d'un appareil mesurant Ie flicker, destiné a indiquer le niveau correct de perception du flicker
i la tension
rencontrées dans la pratique. On y présente des informations perme nt dé ire un tel
instrument. Une méthode d’'évaluation de la sévérité du flicker est feurnie\a i gsultats
obtenus avec des flickermétres en conformité avec cette norme.

La présente section s’'appuie sur les spécifications préf ité d'étude
«Perturbations» de I'Union Internationale d’'Electrothern
conséquence, les spécifications du flickermétre figura c
des mesures effectuées sous 230 V et 50 Hz; leg acificati se yapportant a d’'autres
tensions et d’autres fréquences sont a I'étude.

L'objet de la présente section est de
la réalisation d’un flickermeétre analogique
tolérables du flicker.

2 Références normatives

Les documents normatifs\suiva ti es dispositions qui, par suite de la référence

qui y est faite, constit bles pour la presente section de la CEI 61000- 4
Au moment de | i
est sujet a reV|S|o z

CEIl 60068-2-3:1969, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température

CEIl 61000-3-3:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 3:
Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les
équipements ayant un courant appelé < 16 A
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 15: Flickermeter — Functional and
design specifications

1 Scope and object

This section of IEC 61000-4 gives a functional and design specification for flicker measuring
apparatus intended to indicate the correct flicker perception level for all practical voltage
fluctuation waveforms. Information is presented to enable such

flickermeters complying with this standard.

This section is based on specifications prepared by the “Dist
International Union for Electroheat (UIE) and published in

The object of this section is to provide basic info
of an analogue or digital flicker measuy
flicker severity.

2 Normative references

The following normative ©
constitute provisions o

agreements based™gn t
of applying the s

IEC and ISO maintaiy

6rmative documents indicated below. Members of
valid International Standards.

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with
rated current < 16 A
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CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEIl 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 3: Essai dimmunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 4: Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEIl 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 5: Essai d’immunité aux ondes de choc

de mesure — Sect/on 6: Immunité aux perturbations conduites,
radioélectriques

CEIl 61000-4-11:1994, Compatibilité é
de mesure — Section 11: Essais d
variations de tension

CEI 61000-4-12: 1995 Com t/b/l/te éle troéti eNZEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
T8 auxon gscillatoires

glectriques de mesure de commande et de laboratoire —
patibilité électromagnétique (CEM) — Partie 10: Prescriptions

* A publier.
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IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by ragdi wency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4. : reasiirement
techniques — Section 8: Power frequency magnetic field immunit)

IEC 61000-4-9:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) : G and measurement
techniques — Section 9: Pulse magnetic field immunity te

IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibilit : Testing and measurement
techniques — Section 11: Voltage dips, short intefrupti ge variations immunity tests

equirement forrica equipment for measurement, control, and
: ireqrents

Electromagnetic : | requirements — Part 10: Particular requirements for
equipment usgeljn

* To be published.





